Disciplina Topicos especiais: Microscopia de forca atdomica - CH 2

Ementa: Introducao. Microscopia de Forca Atdomica (AFM): teoria, instrumentacao e
aplicacdes das Modalidades: contato, nao contato e “phase mode”. Cantilever.
Scanner. SPM como uma ferramenta de analise de superficie. Processamento de
imagens.
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